
画像応用技術専門委員会「外観検査アルゴリズムコンテスト」事務局 

（株）キャンパスクリエイト内 

〒182－0026 東京都調布市小島町 1-11-6 エンケ 102 

電話：080-1076-0019 E-mail：gazoh@campuscreate.com 

 

ＦＡＸ：020-4662-8246 
 

「外観検査アルゴリズムコンテスト２００８」エントリー 

締め切り：２００８年８月１日（金） 

氏名 

 

 身分 
（○を付けて下さい）

[    ] 一般 

[    ] 学生(学生奨励賞の対象)

勤務先 

所属部課 

 

連絡先 〒 

 

電話／Ｆａｘ： 

ｅ－ｍａｉｌ： 

所属学会 

所属委員会 

 

連名者 

氏名（所属） 

 

匿名希望 

（○を付けて下さい） 

[    ] 希望する（ペンネーム：            （指定がない場合は受付番号））

[    ] ただし入賞した場合は，公表して良い 

[    ] 希望しない           ※ 匿名希望の場合でも，予稿は提出して頂きます.

動作環境 動作ＯＳ： 

画像処理基板： 使用しない 

        使用する （製品名                  ） 

             （メーカ名                             ） 

画像処理ソフトライブラリ： 

        応募オブジェクトに含まれる 

        応募オブジェクトに含まれない 

             （製品名                  ） 

             （メーカ名                 ） 

その他特記事項 

 

発表希望有無 ViEW2008（2008.12.4～5）でアルゴリズムコンテスト関連のセッションが開催され

る場合，発表を希望しますか？（状況により，発表希望に添えない場合もあります）

     はい   いいえ  その他（                    ）

 

来年度以降の課題および課題画像を募集しております．もしありましたら，上記までご連絡下さい．

現在，検討中のテーマ 

動画像ベースの検査（長尺対象物体の検査），３次元的な欠陥検出，多数物体の一括検査， 

印刷物の検査，液体中の気泡径分布計測 


